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KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

studia stacjonarne: M#2-S1-AiR-KSSiP-610

studia niestacjonarne: M#2-N1-AiR-KSSiP-709

Nazwa przedmiotu

Pomiary wielko$ci geometrycznych

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Measurements of geometrical quantities

Obowigzuje od roku akademickiego 2025/2026

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

AUTOMATYKA | ROBOTYKA

Poziom ksztatcenia

| stopien

Profil studiow

Ogédlnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiow | Studia stacjonarne i niestacjonarne

Zakres

Komputerowe systemy sterowania i pomiaréw

Jednostka prowadzgca przedmiot

Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod
Wytwarzania

Koordynator przedmiotu

dr hab. inz. Krzysztof Stepien, prof. PSk

Zatwierdzit

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu
Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGOLNA CHARAKTE

RYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynalezno$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu Obowiazkowy
Jezyk prowadzenia zajec Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne 6

studidéw - semestr

studia niestacjonarne |7

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie
Liczba punktow ECTS 3
Forma prowadzenia zajeé wykiad ¢éwiczenia | laboratorium projekt inne
studia
i i . 30 15
Liczba godzin stacjonarne:
w semestrze studia
. . . 18 9
niestacjonarne:
E Politechnika Swietokrzyska Projekt , Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki
ﬁ Kielce Universiweoi Technology Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMiBM | Byudo\r.:y Maszyn
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma zaawansowang wiedze na temat podstaw fizycznych
W01 | zjawisk wykorzystywanych w pomiarach wielkoSci AiR1_WO02
geometrycznych.
Zna metody pomiaru wielkosci geometrycznych za
Wiedza pomocg analogowych oraz skomputeryzowanych

przyrzadéw pomiarowych, ma wiedze na temat doboru
parametréw pomiaru oraz prawidtowej interpretacji
wynikow pomiaréw, posiada wiedze na temat toleranc;ji
geometrycznych.

wo2 AiR1_WO06

Umiejetnosci

Potrafi postugiwaé sie réznego rodzaju przyrzgdami do
pomiaru wielkosci geometrycznych. Potrafi dobraé
uo1 przyrzad do okreslonego zadania pomiarowego, dobrac AiR1_U08
parametry pomiaru, postugujgc sie przy tym literaturg
naukowg i normami.

Potrafi dokona¢ analizy danych pomiarowych za pomoca
odpowiednich  parametréw statystycznych. Potrafi

uo2 . . Do T s AiR1_U06
dokonac interpretacji wynikow i oceni¢ ich zgodnos¢ z -
zatozonym rozktadem zmiennej losowe;.
Jest gotow do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
Kompetencje zakresu pomiaréw wielkosci geometrycznych
spoleczne K01 wykorzystywanych w automatyce i robotyce oraz jest AiR1_KO01

gotéow do pozyskiwania nowych informacji zaréwno z
literatury, jak i od ekspertow.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma -
" Tresci programowe
zajec
Warsztatowe przyrzagdu do pomiaréw wielko$ci geometrycznych. Dtugosciomierze.
Interferometry laserowe. Ocena nierdwnosci powierzchni przy zastosowaniu
wyktad Specyfikacji Geometrii Wyrobéw. Pomiary chropowatosci powierzchni. Pomiary

odchytek ksztaltu. Parametry chropowatosci 2D i 3D. Parametry chropowatosci
powierzchni 3D. Krzywa nosnosci. Wspéitrzednosciowe maszyny pomiarowe.
Laserowe systemy nadgzne. Skanery 3D. Tomografy pomiarowe.

laboratorium

Zasady uzytkowania i konserwacji przyrzgdow i narzedzi pomiarowych. Pomiary
dlugosci i kata za pomoca przyrzagdow warsztatowych. Pomiary wielkosci
geometrycznych za pomocg dlugosciomierza poziomego. Pomiary optyczne
chropowatosci. Pomiary stykowe chropowato$ci za pomocg przyrzadéw
stacjonarnych. Pomiary odchytek okrggtosci. Pomiary odchytek walcowosci. Pomiary
odchytek prostoliniowos$ci. Pomiary odchytek ptaskosci. Wptyw elementéw odniesienia
na wynik pomiaru odchytek ksztattu. Pomiary wielkosci geometrycznych za pomoca
wspotrzednosciowego ramienia pomiarowego. Pomiary wielkosci geometrycznych za
pomocg skanera 3D. Pomiary wielkosci geometrycznych za pomocg wieloczujnikowej
maszyny po-miarowej.

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki

- Politechnika Swietokrzyska o) o3 " ! )
ﬁ Kielce University of Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdfczesnej gospodarki” WMiBM | Budowy Maszyn
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Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
Symbol
efektu Egzamin Egzamln Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
W02 X
uo1 X
uo2 X
KO1 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

kolokwium zaliczeniowego.

For:m'a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
. SIS . .
wyktad zaliczenie z ocena Uzyskanie co najmniej 50 % punktéw z koAcowego

laboratorium zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zajeé. Uzyskanie co
najmniej 50 % punktéw z kolokwium zaliczeniowego.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS
Obciazenie studenta Jeﬂ(';“
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wicjL|/piswicjL | P|S h
" | studiow 30 15 18 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale 49 31 h
" | nauczyciela akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktéra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,96 1,24 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
S studenta 26 44 h
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
ﬁ E‘Oel;éicﬂ21tgr§rr\",eé?'}rezg§:§|0gy Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMiM :J\éyuddz(ﬂ;\.’l rag;i:,? niki
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Liczba punktow ECTS, ktdrg student

uzyskuje w ramach samodzielnej 1,04 1,76 ECTS
pracy
Nakitad pracy zwigzany z zajeciami 25 25 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktdrg student
uzyskujew ramach zajec¢ o 1 1 ECTS
charakterze praktycznym

Sumaryczne obcigzenie praca

studenta 7 7 h
10. PunktyECTSzan'mdu'll ' 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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